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Motivation:

Heutzutage spielen 10T-Applikationen eine
zunehmende Rolle in der Industrie und in der
Logistikbranche. Durch Anwenden solcher
Applikationen werden die Prozesslaufzeiten in
Unternehmen optimiert. Darlber hinaus er-
moglichen sie durch eine gemeinsame Daten-
infrastruktur die Verbesserung der techni-
schen Eigenschaften der Produkte im Unter-

nehmen.

Masterarbeit

Untersuchung der Anwendbarkeit einer IOT-Applikation im
Reinraum der Halbleiterfertigung

Vorgehensweise:

Durch eine Systemanalyse der vorhandenen Applikation
wurden die Fehlerquellen definiert und bearbeitet. Dann
wurde die Zuverlassigkeit des verwendeten RFID-
Systems, ein Hauptbestandteil der I0T-Applikation, an-
hand bestimmter Testreihen geprift, um eine Aussage
Uber die Anwendbarkeit dieser Applikation treffen zu
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Abbildung 1 10T Struktur

Aufgabenstellung:

Eine bereits entwickelte I0T-Applikation soll
fertig gestellt und perfektioniert werden, da-
mit sie zuverldssig und fehlerfrei funktioniert.
AnschlieBend sollte die Anwendbarkeit dieser
IOT-Applikation Gberprift werden.

MIXED-SIGNAL FOUNDRY EXPERT

Ergebnisse:

Die Systemanalyse hat gezeigt, dass die fiur die I0T-
Applikationen verwendeten Server (MQTT-Broker) zur
Instabilitdt dieser Applikationen fiihren kann. AuBerdem
konnte anhand der Ergebnisse der Testreihen ein Bereich
definiert werden, in dem das verwendete RFID-System
zuverlassig funktioniert.
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Abbildung 3 Arbeitsbereich des RFID-Systems
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Abbildung 2 Systemanalyse (Systembereiche)
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